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ZARZADZENIE NR 165
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 14 grudnia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia instrukeji ogélnej sprawdzania plytek wzorcowych

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza si¢, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcje ogélna sprawdzania plytek wzorcowych, stanowiaca zalacznik do
niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja ogdlna sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wiasciwosci plytek wzor-
cowych zwymaganiami przepisow metrologicznych o plytkach wzorcowych, wprowadzonych
zarzadzeniem nr 89 Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z dnia 31 lipca 1995 r. (Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa Nr 16, poz. 88).
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§ 3.

§ 1.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes

Gléwnego Urzgdu Miar
Krzysztof Mordziriski

Zalgcznik do zarzadzenia nr 165
Prezesa Gléwnego Urze¢du Miar
z dnia 14 grudnia 1995 r. (poz. 162)

INSTRUKCJA OGOLNA SPRAWDZANIA PLYTEK WZORCOWYCH

Do sprawdzania plytek wzorcowych stosuje sie:

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze stosowane
do sprawdzania

1) twardosciomierz Rockwella lub Vickersa,
2) mikrointerferometr, ,
3) lupe o powigkszeniu pigciokrotnym,
4) kamien drobnoziarnisty,
5) pincete,
6) przyrzad do odmagnesowywania,
7)  odpowiednie przyrzady pomiarowe - w zaleznosci od klasy doktadnosci plytki, dhugosci nomi-
nalnej plytki wzorcowej, metody sprawdzania oraz niepewnosci pomiaru - podane w tablicy:
Klasa dokladnosci Dhugo$¢ nominalna Metoda Przyrzad Niepewnos$é
plytki wzorcowej plytki wzorcowej sprawdzania pomiarowy pomiaru
mm um
Interferometr z lampa
spektraing Ne lub He,
do 25 plaska plytka
interferencyjna klasy
doktadnosci 1. '
Interferometr z lampg
do 100 spektralng Kr, plaska
plytka interferencyjna
K, 00 klasy dokiadnosci L. +(0,02+0,0002-N)
Interferometr z lampa,
spektraing *Kr lub '"Cd,
do 250 Bezwzgledna plaska plytka
interferencyjna klasy
dokladnosci I.
Komparator
interferencyjny
powyzej 100 z laserem He-Ne, plaska
do 1000 plytka interferencyjna
klasy dokladnodci
Komparator
interferencyjny
0 do 1000 z laserem He-Ne, ptaska | + (0,05 + 0,0005 - N)
. plytka interferencyjna
klasy dokladnosci I.
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Klasa doktadnosci Dhlugoé¢ nominalna Metoda Przyrzad Niepewnos¢
plytki wzorcowe;j plytki wzorcowej sprawdzania pomiarowy pomiaru
mm um
Przyrzad czujnikowy,
plytka wzorcowa klasy
0 do 100 doktadnosci K lub 00, + (0,05 + 0,0005- N)
plaska ptytka interfe-
rencyjna klasy
dokladnosci L.
Przyrzad czujnikowy,
plytka wzorcowa klasy
1 do 1000 dokfadnosci K, 00 lub 0, (+( 0,10+ 0,001- N)
plaska plytka
interferencyjna klasy
Poréwnawcza dokladnosci I lub II.
Przyrzad czujnikowy,
plytka wzorcowa klasy
2 do 1000 dokladnosci K, 00 lub 0, |+ (0,20 + 0,002 N)
plaska plytka
interferencyjna klasy
doktadnosci I lub II.
Przyrzad czujnikowy,
plytka wzorcowa klasy
3 do 1000 dokladnosci K, 00 lub 0, (+( 0,50 + 0,005- N)
plaska plytka
interferencyjna klasy
dokladnosci I Tub II.

N - warto$¢ liczbowa dhugosci nominalnej wyrazonej w mm.
Zakresy wartosci podane w kolumnie ,, Diugo$¢ nominalna plytki wzorcowej > obejmuijg takze warto$ci graniczne.

Warunki sprawdzania

§ 2. Odchylenia od temperatury otoczenia 20 °C oraz réznice temperatury plytki wzorcowej sprawdzanej
i plytki wzorcowej kontrolnej nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy:

Klasa Dhugo$é nominalna plytki wzorcowej
doktadnosci
. mm
sprawdzanej
plytki do2 powyzej 2 | powyzej 10 |powyzej 100 do2 powyzej 2 | powyzej 10 |powyzej 100
WZOrcowej do 10 do 100 do 1000 do 10 do 100 do 1000
Odchylenie od temperatury otoczenia 20 °C Réznica temperatury plytki wzorcowej sprawdzanej
i ptytki wzorcowej kontrolnej
o0
K, 00 +2 +1 +0,5 +0,5 +0,2 + 0,05 +0,03 +0,02
0 +2 +1 +0,5 +0,5 +0,2 +0,1 +0,05 | 0,03
1 +3 +2 +0,5 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 +0,05
2 +5 +3 +1 +0,5 +0,5 +0,3 +0,1 +0,1
3 +5 x5 +3 | +1 +0,5 +0,2 +0,1

§ 3. Czas potrzebny na wyréwnanie temperatury ptytek wzorcowych podano w tablicy:

Klasa Dhugo$¢ nominalna plytki wzorcowej

dokladnosci
. mm

sprawdzanej

phytki do2 powyzej 2 | powyzej 5 | powyzej 10 | powyzej 20 | powyzej 50 [ powyzej 100
wzorcowej do5 do 10 do 20 do 50 do 100 do 1000

minuty
K, 00 30 75 10§ 150 165 180 210

0 30 60 90 135 150 165 195
1 25 50 75 105 135 135 180
2 20 45 60 105 135 135 150
3 15 40 50 90 110 120 150
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§ 4.1. Polozenie ptytki wzorcowej podczas sprawdzania powinno by¢:
1)  poziome lub pionowe - dla ptytek o dtugosci nominalnej N < 100 mm,
2) poziome - dla plytek o dtugosci nominalnej N >100 mm.

2. Przy polozeniu poziomym plytka wzorcowa powinna by¢ ustawiona waska, powierzchnig boczna na
dwoch podporach, znajdujacych si¢ w odleglosci 0,211 - N od kazdej z powierzchni pomiarowych.

3. Nie dopuszcza si¢ wywierania nacisku majacego wptyw na dhugosé plytki WZOICOWE;.
4. Przyrzady pomiarowe powinny by¢ ustawione na stabilnej podstawie wolnej od drgaf i wstrzaséw.

§ 5. Pomieszczenie laboratoryjne powinno byé czyste (nie dopuszcza si¢ kurzu i zapylenia powietrza),
o wilgotnosci wzglednej w zakresie (40 + 70) %.

Przebieg sprawdzania

§ 6. Sprawdzanie ptytek wzorcowych obejmuje:
1) ogledziny zewngtrzne,
2) sprawdzenie wykonania,
3) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.

Ogledziny zewnetrzne
§ 7. Podczas ogledzin zewngtrznych nalezy sprawdzié, czy:

1) na powierzchniach pomiarowych plytki wzorcowej nie ma $ladéw korozji oraz uszkodzen
w postaci rys lub zadzioréw oraz czy krawedzie plytki wzorcowej nie sa ostre; w razie
wykrycia zadzioréw nalezy usuna¢ je za pomoca drobnoziarnistego kamienia szlifierskiego, np.
typu Missisipi lub Arcansas,

2) oznaczenia na plytce wzorcowej wykonane sa zgodnie z wymaganiami § 6 przepisow
o plytkach wzorcowych,

3) pudelko do przechowywania plytek wzorcowych jest odpowiednie, a w szczegélnosci chroni je
przed uszkodzeniem w czasie transportu,

4) plytki wzorcowe nie wykazuja wlasciwosci magnetycznych; plytki wykazujace takie
wlasciwosci nalezy odmagnesowac.

Sprawdzanie wykonania

§ 8. Chropowatos¢ powierzchni pomiarowych plytki wzorcowej sprawdza si¢ za pomoca
mikrointerferometru. Podczas uwierzytelniania sprawdzenie to moze by¢ pominiete.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

§ 9.1. Przywieralno$¢ powierzchni pomiarowych plytki wzorcowej okresla si¢ w $wietle bialym na
podstawie obrazu interferencyjnego, powstatego w wyniku przywarcia do tych powierzchni szklanej
lub kwarcowej plytki interferencyjne;j.

2. W zaleznosci od obserwowanego obrazu nalezy okreslié klasg¢ doktadnosci dla obydwu powierzchni
pomiarowych plytki wzorcowej zgodnie z wymaganiami § 8 przepiséw o ptytkach wzorcowych,
przyjmujac za wynik ostateczny nizszq klas¢ doktadnosci.

§10.1. Odchylenie od plaskosci p powierzchni pomiarowej plytki wzorcowej wyznacza si¢ za pomoca
plaskiej plytki interferencyjnej w nastepujacy sposob:

1)  wzdhuz dluzszej, a nastepnie krotszej krawedzi sprawdzanej plytki wzorcowej nalezy przylozyé
powierzchni¢ pomiarowa plaskiej plytki interferencyjnej w taki sposéb, aby ukazat sie obraz
prazkow interferencyjnych,

2) jezeli prazki interferencyjne tworza linie otwarte, jak przedstawiono na rysunku:
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Linia zetknigcia / Linia zetknigcia

nalezy wyznaczy¢ liczbe m okreslajaca maksymalne odchylenie prazkéw interferencyjnych od
prostoliniowosci, przyjmujac za jednostk¢ tego odchylenia odlegtos¢ migdzy sasiednimi
prazkami,

3) jezeli prazki interferencyjne tworza linie zamknigte przedstawione na rysunku:

@ N "
\ Punkt zetknigcia Linia zetknig¢cia

odchylenie od prostoliniowosci m okresla najmniejsza ich liczba mozliwa do uzyskania,

4) obliczyé¢ odchylenie od plaskosci p powierzchni pomiarowej wedlug wzoru:
p=m-A2,

gdzie A - dlugos¢ fali $wiatta; dla $wiatla bialego przyjmuje si¢ 4 = 0,6 pm.
2. Odchylenie od ptaskosci powierzchni pomiarowej nalezy wyznaczy¢ dla obydwu powierzchni
pomiarowych plytki wzorcowej, przy czym jako wynik ostateczny przyjmuje si¢ wigksza
z otrzymanych wartosci.

§11. Bledy dtugosci plytki wzorcowej (blad diugoéci srodkowej i maksymalny co do wartosci
bezwzglednej blad dhugosci w dowolnym punkcie powierzchni pomiarowej) oraz odchylenie od
plaskoréwnoleglosci jej powierzchni pomiarowych nalezy wyznaczy¢ jedna z metod podanych w § 1
(tablica) i opisanych w instrukcji sprawdzania plytek wzorcowych:

1) metoda bezwzgledna na interferometrze KOstersa,
2) metoda poréwnawcza za pomoca przyrzadéw czujnikowych.

§12. Klase doktadnosci ptytek wzorcowych ustala sig:

1) na podstawie:
a) przywieralnosci,
b) odchylenia od ptasko$ci powierzchni pomiarowych,
¢) odchylenia od ptaskoréwnoleglosci,

d) maksymalnego co do wartoici bezwzglednej biedu dlugosci w dowolnym punkcie
powierzchni pomiarowej,
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2) stosujac zasade, ze:
a) plytk¢ wzorcowa zalicza si¢ do najnizszej z klas dokladnosci ustalonych dla poszcze-
golnych parametréw plytki wzorcowej,
b) komplet plytek wzorcowych zalicza si¢ do najnizszej z klas doktadnosci ustalonych dla
poszczegolnych plytek wzorcowych w komplecie. -

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania
§13.  Wyniki sprawdzenia plytek wzorcowych nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Zapiska spra-
wdzania powinna zawiera¢ co najmnie;:
1)  numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) numer identyfikacyjny plytki wzorcowe;j lub kompletu plytek wzorcowych,
4) blad dlugosci srodkowej kazdej ptytki wzorcowej,
5) Kklasg przywieralnosci plytki wzorcowej,
6) odchylenie od ptasko$ci powierzchni pomiarowe;j plytki WZOICowej,
7)  odchylenie od plaskoréwnolegtosci powierzchni pomiarowych plytki wzorcowe;j,
8) maksymalny co do wartosci bezwzglednej blad dlugosci w dowolnym punkcie powierzchni
pomiarowe;j plytki wzorcowe;j,

9) Kklasg doktadnosci ptytki wzorcowej,

10)  klas¢ doktadnosci kompletu plytek wzorcowych,

11) date sprawdzenia,

12)  nazwisko sprawdzajacego.

163

ZARZADZENIE NR 166
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 14 grudnia 1995 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o plytkach katowych Johanssona

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje: :

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o plytkach katowych Johanssona, stanowiace zalacznik do
niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé plytki katowe Johanssona
podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wiasciwego ich stosowania oraz okresy waznos$ci
dowodé6w kontroli metrologiczne;.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski
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Zalacznik do zarzadzenia nr 166
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 14 grudnia 1995 r. (poz. 163)

PRZEPISY METROLOGICZNE O PLYTKACH KATOWYCH JOHANSSONA

Postanowienia ogdline

§ 1. Przepisy dotycza plytek katowych Johanssona, zwanych dalej ,,p{ytkaml stosowanych do
sprawdzania przyrzadéw pomiarowych jako wzorce katow.

§ 2.1. Plytka katowa jest wzorcem kata i ma ksztalt wielo$cianu o réwnolegtych podstawach, przy czym
dwie z jego Scian stanowig powierzchnie pomiarowe réwnolegle.

2. Katy pomiarowe plytki zawarte sa migdzy przedtuzeniami powierzchni pomiarowych réwnolegtych
a odpowiednimi scianami wielo$cianu stanowiacymi powierzchnie pomiarowe skosne.

3. Podstawowe powierzchnie plytek, kat pomiarowy i oznaczenie wierzchotka kata pomiarowego
przedstawiono na rysunku:

« - kat pomiarowy
1 - powierzchnia pomiarowa
réwnolegla

(—— 2 - powierzchnia pomiarowa
4 skosna

1 3 / 3 - powierzchnia boczna
x A oporowa
' 4 - powierzchnia boczna
czolowa
S S - wierzcholek kata
pomiarowego

4. Komplet plytek katowych jest to zbidr ptytek umozliwiajacy odtworzenie katéw réwnych:
1)  wartosci nominalnej katéw dowolne;j plytki,
2)  wartosci katéw uzyskanych poprzez ztozenie odpowiednich plytek.

Material, konstrukcja i wykonanie

§ 3.1. Plytki powinny by¢ wykonane ze stali lub innego materiatu zapewniajacego duza odporno$¢ na
zarysowania, Scieranie i korozj¢ oraz zapewniajacego jak najmniejsza zmiennosé wymiaréw
geometrycznych w czasie.

2. Twardos¢ powierzchni pomiarowych plytek ze stali powinna wynosié co najmniej 62 HRC.

§ 4.1. W plytkach dwukatowych lub czterokatowych wyréznia sie odpowiednio dwa lub cztery katy
pomiarowe, jak pokazano na rysunkach:

1) plytka dwukatowa:
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2) plytka czterokatowa:

3) plytka czterokatowa:

2. W plytce zerowej wszystkie katy pomiarowe sa réwne zeru. Powierzchnie pomiarowe skosne tej
plytki pokrywaja si¢ z powierzchniami pomiarowymi réwnoleglymi. Pltytka ma ksztalt prosto-
padtoscianu.

3. Grubos¢ plytek powinna wynosié co najmniej 2 mm.
§ 5.1. Krawedzie plytek nie powinny by¢ ostre. u
2. Plytki powinny by¢ nienamagnesowane.
3. Powierzchnie plytek nie powinny mie¢ sladéw korozji, rys, peknigé i innych skaz.
4. Chropowato$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby wartos¢ parametru R, nie przekraczata:
1) 0,04 pum - dla powierzchni pomiarowych,
2) 0,63 um - dla powierzchni bocznych.
§ 6.1. Kazdy komplet ptytek powinien by¢é wyposazony w uchwyt umozliwiajacy skiadanie ptytek.
2. Rozro6znia si¢ dwa rodzaje kompletéw plytek:
1) maly, zawierajacy 49 plytek,
2) duzy, zawierajacy 85 plytek.

3. Wartosci nominalne katéw pomiarowych plytek oraz przynaleznos¢ ptytek do kompletéw podane sa
w tablicy:
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Warto$ci nominalne katéw | Stopniowanie | Liczba katéw | Symbole Przynalezno$é plytki do | Liczba plytek
pomiarowych plytek katéw pomiarowych plytek . kompletu w komplecie
pomiarowych plytki
od do phytki malego duzego
0° _ . 1 X X 1
10°1" 11° I 2do 16 - x 15
10°5' 5 4 AB,C x -
1° 24° 17 do 22 x x 6
25° 440 1° 2 23 do 32 x x 10
45° 135° 33do 55 x x 23
90°1' I 56 do 85 - X 30
90°5' o1 5 2 D,EF,G,
H,1 x - 6
Oznaczenia
§ 7.1. Nakazdej plytce na powierzchni bocznej czotowej powinny by¢ wykonane trwate oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytworcy,
2) symbol cyfrowy albo literowy, odpowiedni dla kazdej plytki, wyszczegdlniony w § 6 ust.3
(tabela),
3) warto$ci nominalne katéw pomiarowych dla ptytki dwukatowej,
4) wierzchotki S katow pomiarowych dla ptytki dwukatowe;j,
5) znak wyr6zniajacy kompletu.

2. Na kazdej plytce czterokatowej na powierzchni bocznej czotowej i oporowej powinno by¢
wykonane trwale oznaczenie wierzchotkow S katow pomiarowych oraz warto$ci nominalnych katow
pomiarowych.

§ 8. Na pudetku kompletu ptytek powinny by¢ umieszczone nastgpujace oznaczenia:
1) numer fabryczny kompletu,
2) nazwa lub znak wytworcy,
3) nadany znak zatwierdzenia typu.
Charakterystyki metrologiczne
§ 9.1. Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych nie powinno przekracza¢ 0,5 um.

2. Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych réwnolegltych nie powinno przekraczaé
1um na dtugosci 40 mm; wymaganie to jest obowigzkowe przy zatwierdzaniu typu.

3. Odchylenie od prostopadtosci powierzchni pomiarowych wzgledem powierzchni bocznej oporowe;j
nie powinno przekraczaé 4'; wymaganie to jest obowiazkowe przy zatwierdzaniu typu.

4. Bledy katow pomiarowych nie powinny przekraczaé¢ + 12".

Warunki witasciwego stosowania
§10.1. Przechowywane ptytki powinny by¢ czyste i dokladnie pokryte warstwa zmywalnego s$rodka
ochronnego zabezpieczajacego przed korozja.

2. Komplet plytek powinien by¢ przechowywany w sztywnym pudetku z oddzielnymi gniazdami dla

kazdej ptytki.
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Dowody kontroli metrologicznej

§11.1. Dowodem kontroli metrologicznej plytek, zgloszonych do uwierzytelnienia na wniosek
zainteresowanego, jest Swiadectwo uwierzytelnienia.

2. Termin, do ktérego ptytki zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzone do obrotu lub uzytkowania,
okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

164

ZARZADZENIE NR 167
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 14 grudnia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o plytkach katowych przywieralnych

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o plytkach katowych przywieralnych, stanowiace zalacznik
do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja magania, jakim powinny odpowiadaé ki katowe
p g wymag
przywieralne podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wtasciwego ich stosowania oraz okresy
waznosci dowodéw kontroli metrologiczne;.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziviski

Zalgcznik do zarzadzenia nr 167
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 14 grudnia 1995 r. (poz. 164)

PRZEPISY METROLOGICZNE O PLYTKACH KATOWYCH
PRZYWIERALNYCH

Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Przepisy dotycza ptytek katowych przywieralnych, zwanych dalej ,,plytkami”, stosowanych jako
wzorce katéw do sprawdzania przyrzadéw pomiarowych.

2. Nazwy powierzchni plytki przedstawiono na rysunku:
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Powierzchnie pomiarowe

“
Powierzchnia boczna L Powierzchnia boczna

N oporowa A \. Zoznaczeniami

Kat pomiarowy

3. Rodzaje plytek przedstawiono na rysunkach:
1) plytka prostoliniowa:

2) plytka jednokatowa ostra:

3) plytka jednokatowa $cieta:

4) plytka czterokatowa:

L

4. Ustala si¢ trzy klasy doktadnosci plytek oznaczone cyframi 0, 1, 2.
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Material, konstrukcja i wykonanie

§ 2.1. Plytki powinny by¢ wykonane ze stali lub innego materiatu o duzej odpornoéci na zarysowania,
Scieranie i korozj¢ oraz zapewniajacego jak najmniejsza zmienno$¢ wymiaréw geometrycznych
Ww czasie.

. Twardoé¢ powierzchni pomiarowych plytek powinna wynosié co najmniej 62 HRC.
. Krawedzie plytek nie powinny by¢ ostre.
. Plytki powinny by¢ nienamagnesowane.

Powierzchnie plytek nie powinny mieé $ladéw korozji, rys, peknigé i innych skaz.

& L oA W

Chropowatos¢ powierzchni pomiarowych powinna byé taka, aby warto§¢é parametru R, nie
przekraczata:

1) 0,02 pm - dla klas dok}adnosci 0 1,
2) 0,04 um - dla klasy doktadnosci 2.

7. Chropowato$¢ powierzchni bocznych powinna by¢ taka, aby warto$¢ parametru R, nie przekraczata
0,63 pm.

Oznaczenia

§ 3.1. Na plytce powinny by¢ wykonane trwate oznaczenia:
1) znak wytworcy,
2) warto$¢ nominalna kata pomiarowego,

3) numer kompletu lub inny znak wyrézniajacy, umozliwiajacy identyfikacje plytek wchodzacych '
w sklad kompletu.

2. Na pudetku z kompletem plytek powinny byé wykonane trwale oznaczenia:

1) numer fabryczny kompletu,

2) znak wytworcy,
3) klasa doktadnosci kompletu,
4) nadany znak zatwierdzenia typu.

Charakterystyki metrologiczne

§ 4. Przywieralnos¢ plytek okresla si¢ jako dobra, gdy obraz interferencyjny nie zawiera prazkéw
interferencyjnych, ani barwnych plam.

§ 5.1. Odchylenie od ptaskosci powierzchni pomiarowych nie powinno przekraczag:
1) 0,1 um - dla klasy doktadnosci 0,
2) 0,2 um - dla klasy doktadnosci 1,
3) 0,3 um - dla klasy dok}adnosci 2.
2. Odchylenie od ptaskosci powierzchni podstawy dolnej i gérnej nie powinno przekraczaé¢ 4 um.

3. Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni bocznej oporowej wzgledem powierzchni bocznej z ozna-
czeniami nie powinno przekracza¢ 30"; wymaganie to jest obowiazkowe przy zatwierdzaniu typu.

4. Odchylenie od prostopadtosci powierzchni pomiarowych plytek wzgledem powierzchni bocznej
oporowej nie powinno przekraczac:
1) =+ 3" - dlaklasy doktadnosci 0,
2) +£60" - dla klasy doktadnosci 1,
3) + 120" - dla klasy doktadnosci 2.
Wymaganie to jest obowiazkowe przy zatwierdzaniu typu.
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§ 6.1,

§ 7.1.

. Bledy katéw pomiarowych nie powinny przekracza¢:

1) +3"-dlaklasy doktadnosci 0,
2) £ 10" - dlaklasy doktadnosci 1,
3) =+ 30" -dlaklasy doktadnosci 2.

Warunki wiasciwego stosowania

Przechowywane ptytki powinny by¢ czyste i dokladnie pokryte warstwa zmywalnego srodka
ochronnego zabezpieczajacego przed korozja.

Komplet plytek powinien by¢ przechowywany w sztywnym pudetku z oddzielnymi gniazdami dla
kazdej ptytki.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej plytek, zgloszonych do uwierzytelnienia na wniosek
zainteresowanego, jest swiadectwo uwierzytelnienia.

Termin, do ktérego plytki zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzone do obrotu lub uzytkowania,
okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

165

ZARZADZENIE NR 168
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 14 grudnia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania plytek katowych

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza si¢ instrukcje¢ sprawdzania ptytek katowych, zwanych dalej ,,plytkami”, stanowiaca
zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wilasciwosci plytek katowych
z wymaganiami przepisow metrologicznych odpowiednio: o plytkach katowych Johanssona,
wprowadzonych zarzadzeniem nr 166 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 14 grudnia 1995 r.
(Dz. Urz. Miar iProbiernictwa Nr 30, poz. 163), lub o plytkach katowych przywieralnych,
wprowadzonych zarzadzeniem nr 167 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.
Urz. Miar i Probiernictwa Nr 30, poz. 164), zwanych dalej ,,przepisami o ptytkach”.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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Zalgcznik do zarzadzenia nr 168
Prezesa Gléwnego Urz¢du Miar
z dnia 14 grudnia 1995 r. (poz. 165)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA PLYTEK KATOWYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze stosowane
do sprawdzania

§ 1. Do sprawdzania plytek potrzebne sa:

1) plytka interferencyjna klasy doktadnosci II,

2) linial krawedziowy klasy doktadnosci 0,

3) czujnik z dziatka elementarna o wartosci 1 pm,

4)  goniometr lub optyczna glowica podziatowa,

5) plytki wzorcowe klasy doktadnosci 2,

6) autokolimator z dziatka elementarng o wartosci 1",
7)  szescian kontrolny pokazany na rysunku:

O 40

A, B, C — powierzchnie pomiarowe, charakteryzujace si¢ nastgpujacymi parametrami:
a) odchylenie od plaskosci nie powinno przekraczaé 0,3 pm,
b) wzajemne odchylenie od prostopadtosci powierzchni A, B i C nie powinno przekraczaé 1",
c) chropowato$¢ powinna by¢ taka, aby wartos$¢ parametru R, nie przekraczata 0,04 pum.

Przebieg sprawdzania

§ 2.1. Przed sprawdzeniem plytki powinny by¢ starannie oczyszczone ze $rodka konserwujacego i wytarte
do sucha $ciereczka.

2. Sprawdzanie plytek katowych obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.

3. Po sprawdzeniu plytki nalezy przemy¢ w czystej benzynie i zakonserwowag je.

Ogledziny zewnetrzne

§ 3. Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem materialu, konstrukcji,
wykonania i oznaczef plytki odpowiadaja wymaganiom przepiséw odpowiednio o plytkach
katowych przywieralnych lub o ptytkach katowych Johanssona.
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§ 4.1.

§ 5.1.

§ 6.1,

§ 7.1.

§ 8.1.

. Przed rozpoczgciem pomiaru nalezy ustawi¢ o§ obrotu stolika prostopadle do osi optycznej

§ 9.1.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie przywieralnosci powierzchni pomiarowych ptytek przywieralnych

Przywieralnos¢ powierzchni pomiarowych w plytkach przywieralnych nalezy okresli¢ na podstawie
obrazu interferencyjnego w Swietle bialym, powstalego w wyniku przywarcia do tych powierzchni
plaskiej plytki interferencyjne;.

. Zadziory utrudniajace przywieranie plytek przywieralnych nalezy ostroznie usunaé za pomoca

drobnoziarnistego kamienia, np. typu Missisipi.

Sprawdzanie odchylenia od ptaskosci powierzchni pomiarowych

Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca plytki
interferencyjne;j.

. Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych nalezy wyznaczy¢ na podstawie odchylenia

prazkéw interferencyjnych od prostoliniowosci, przyjmujac, ze odlegltos¢ miedzy prazkami
odpowiada polowie dlugosci fali swiatta i wynosi 0,3 pm.

Sprawdzanie odchylenia od rownolegtosci powierzchni pomiarowych i bocznych

Odchylenie od rownoleglosci powierzchni pomiarowych w plytkach Johanssona i plytce
przywieralnej prostoliniowej nalezy sprawdzi¢ za pomoca czujnika z dzialka elementarng o wartosci
1 um.

. Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych w plytkach Johanssona i plytce

przywieralnej prostoliniowej nalezy wyznaczy¢ obliczajac réznice miedzy najwiekszym
i najmniejszym wskazaniem czujnika.

. Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni bocznych w plytkach przywieralnych nalezy sprawdzi¢

w sposob analogiczny jak w ust. 11 2.

Sprawdzanie odchylenia od prostopadtosci powierzchni pomiarowych
wzgledem powierzchni bocznej oporowej
Odchylenie od prostopadiosci powierzchni pomiarowych wzgledem powierzchni bocznej oporowej
nalezy sprawdzi¢ za pomoca autokolimatora, w ktorym podziatka ustawiona jest w pozycji pio-
nowej.

. Odchylenie od prostopadlosci powierzchni pomiarowych wzgledem powierzchni bocznej oporowej

jest to roznica wskazaf dwoéch potozen obrazéw autokolimacyjnych, odbitych od powierzchni
pomiarowych szescianu kontrolnego i ptytki sprawdzanej umieszczonej powierzchnia oporowa
w miejsce szescianu na stoliku pomiarowym.

. Odchylenie od prostopadlosci powierzchni pomiarowej wzgledem powierzchni bocznej oporowej

plytki mozna réwniez sprawdzié za pomoca goniometru wyposazonego w podziatke pionowa.

Wyznaczanie btedéw katéw pomiarowych

Btledy katow pomiarowych nalezy wyznaczy¢ za pomocg goniometru.

autokolimatora goniometru.

Ustawienia osi obrotu stolika prostopadle do osi optycznej autokolimatora goniometru nalezy

dokonaé w nastgpujacy sposéb:

1)  ustawi¢ na stoliku przedmiotowym sze$cian kontrolny,

2) wprowadzi¢ obraz autokolimacyjny, odbity od powierzchni sze$cianu, miedzy kreski bisektora
lub na kreske zerowa podziatki pionowej, pochylajac stolik jedng ze $rub regulacyjnych,

3) obrocié stolik z szescianem o 90°,

4)  jesli obraz autokolimacyjny zmienil potozenie, nalezy pochyli¢ autokolimator tak, aby obraz
autokolimacyjny przesunal si¢ o polowe zaobserwowanej zmiany, druga polowg usunaé
pochylajac stolik,
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5)  powro6ci¢ do potozenia poczatkowego lunety, przedstawionego w pkt 2,

6) czynnosci wymienione w pkt2-5 nalezy powtarza¢, az zmiana polozenia obrazu
autokolimacyjnego bedzie niedostrzegalna.

2. W razie braku szescianu kontrolnego mozna zastosowa¢ plytke ptaskoréwnolegla; nalezy wéwczas
obracac¢ stolik z plytka o 180°, a po wyregulowaniu prostopadtosci obrécié ptytke o 90° i ponownie
przeprowadzi¢ czynnosci opisane w ust. 1 pkt 2 - 6.

§10.  Bledy katéw pomiarowych nalezy wyznaczyé w nastgpujacy sposéb:

1) ustawi¢ sprawdzang plytke katowa powierzchnia boczng oporowa na stoliku przedmiotowym
goniometru tak, aby przy celowaniu luneta na kazda z powierzchni pomiarowych tworzacych
mierzony kat byla wykorzystana mozliwie najwigksza cze$é czynne;j Srednicy obiektywu,

2) wprowadzi¢ w pole widzenia lunety obraz autokolimacyjny odbity od jednej z powierzchni
pomiarowych sprawdzanej plytki, pokrywajac go z kreska pionowa krzyza lunety,

3) dokona¢ odczytu kata &, na podziatce mikroskopu odczytowego,
4)  ustawi¢ lunetg na druga powierzchnig pomiarowa plytki,

5)  dokona¢ odczytu kata @, na podziatce mikroskopu odczytowego,
6) obliczy¢ wartos¢ sprawdzanego kata 8 wedhig wzoru:

p=a-a ,

7)  obliczy¢ blad e sprawdzanego kata pomiarowego plytki wecﬂug wzoru:
e=f-ay,

gdzie oy - warto$¢ nominalna sprawdzaﬁego kata.

§11.1. W plytkach czterokatowych suma bledéw katow pomiarowych powinna si¢ réwnaé zero.

2. Jezeli suma bledow katéw pomiarowych nie réwna si¢ zeru, ale jest mniejsza lub réwna bledowi
pomiaru kata, wiasciwego dla danego goniometru, poszczegdlne bledy nalezy skorygowaé
odejmujac od kazdego z nich 1/4 sumy otrzymanych bledéw.

3. Jezeli suma bledéw katéw pomiarowych jest wieksza od bledu pomiaru kata, wlasciwego dla danego
goniometru, pomiary nalezy powtorzyc.

§12.1. W plytkach przywieralnych katem pomiarowym jest kat wewnetrzny o zawarty pomiedzy
powierzchniami pomiarowymi plytki.

2. Warto$¢ kata o nalezy obliczyé wedtug wzoru:
o=180°-4 ,

gdzie B - kat wynikajacy z réznicy odczytow @, i &, na obu powierzchniach pomiarowych plytki
Jjak w § 10 pkt 6. :

3. Blad e sprawdzanego kata nalezy obliczy¢ wedtug wzoru:
e=a-ay ,
gdzie & - warto$¢ nominalna sprawdzanego kata.

§13. Bledy katéw pomiarowych plytki mozna réwniez wyznaczy¢ za pomoca optycznej glowicy
podziatowej i autokolimatora, wykonujac czynnosci opisane w § 10 - 12.
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Dokumentowanie wynikow sprawdzenia
§14. Wyniki sprawdzenia kompletu plytek nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Zapiska
sprawdzania powinna zawiera¢ co najmnie;:
1) numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) nazwe i numer identyfikacyjny kompletu,
4) nazwisko sprawdzajacego,
5) date sprawdzenia,
6) bledy katow pomiarowych.

166

ZARZADZENIE NR 169
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 14 stycznia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o plaskich plytkach interferencyjnych

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o plaskich ptytkach interferencyjnych, stanowiace zatacznik
do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé plaskie plytki
interferencyjne podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz
okresy waznosci dowoddéw kontroli metrologicznej.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 169
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 14 grudnia 1995 r. (poz. 166)

PRZEPISY METROLOGICZNE O PLASKICH PLYTKACH
INTERFERENCYJNYCH

Postanowienia ogélne

§ 1.1. Przepisy dotycza pflaskich ptytek interferencyjnych, klasy doktadnosci I i II, zwanych dalej
»plytkami”.

2. Rozréznia sig trzy typy plytek:

1) jednostronne - oznaczone A,
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2) dwustronne - oznaczone 2A,
3) ze skosem - oznaczone B.

Materiat, konstrukcja i wykonanie

§ 2.1. Plytki powinny by¢ wykonane ze szkla optycznego, kwarcu topionego lub kwarcu naturalnego,
zapewniajacego jak najmniejsza zmienno$¢ wymiaréw i ksztattu w czasie.

2. W materiale, z ktorego wykonane sa plytki, dopuszczalne sa pecherze i smugi, o ile nie utrudniaja
obserwacji i nie znieksztalcaja obrazu prazkéw interferencyjnych.

§ 3.1. Na plaskich powierzchniach plytki dopuszczalne sg drobne rysy, wyszczerbienia oraz inne wady,
o ile nie utrudniajg obserwacji obrazu interferencyjnego.

2. Powierzchnie walcowe plytki powinny by¢é matowe. Dopuszcza si¢ plytki z catkowicie Iub
cze$ciowo polerowanymi powierzchniami walcowymi.

3. Krawedzie plytki nie powinny byé ostre.
§ 4. Wymiary plytek podano w tablicy:

Typ plytki Srednica Grubos¢
mm
A,2A,B 45 16
60 20
A 2A 80 25
100 25
130 30

§ 5. Kat miedzy plaskimi powierzchniami ptytki powinien si¢ zawiera¢ w granicach (15 + 20)'.

§ 6. Kat migdzy powierzchnia pomiarowa i powierzchnia skosu w plytce ze skosem powinien si¢ zawie-
ra¢ w granicach (10 + 12)°.

§ 7. Odchylenie od plaskosci plaskiej powierzchni niepomiarowej w plytce jednostronnej oraz w plytce
ze skosem nie powinno przekraczaé 3 pm.

§ 8. Chropowatos¢ powierzchni plytki, okreslana parametrem R,, nie powinna przekracza¢ wartosci:
1) 0,05 pm - dla powierzchni pomiarowej,
2) 0,10 um - dla powierzchni niepomiarowe;.

§ 9.1. Na powierzchni pomiarowej plytki ze skosem powinny by¢ wykonane dwie wzajemnie prostopadie
kreski, z ktérych jedna powinna by¢ réwnolegla do krawedzi skosu i znajdowaé si¢ w odleglosci
3 mm od tej krawedzi.

2. Odchylenie od réwnoleglosci kreski réwnoleglej do krawedzi skosu nie powinno przekraczad
0,1 mm.

3. Odchylenie katowe od prostopadtosci kresek nie powinno przekraczac + 30'.
4. Szerokos¢ kresek powinna by¢ zawarta w granicach (0,10 + 0,15) mm.
5. Dopuszcza si¢ wykonywanie plytek ze skosem bez kresek.

Oznaczenia

§10.1. Na plytce powinny by¢ wykonane trwate oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytworcy,
2) numer fabryczny,
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§11.1.

§12.1.

§13.1.

3) typ plytki,
4) klasa doktadnosci,

5) srednica,
6) nadany znak zatwierdzenia typu.

. Oznaczenia powinny by¢ wykonane na:

1) powierzchni walcowej - dla plytki typu 2A,
2) plaskiej powierzchni niepomiarowej - dla ptytek typu A i B.

Charakterystyki metrologiczne

Odchylenie od plasko$ci powierzchni pomiarowych ptytki w temperaturze odniesienia 20 °C nie
powinno przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy:

Srednica Odchylenie od ptaskosci powierzchni
plytki pomiarowe;j
dla plytki klasy doktadnosci

I | I
mm um
45 0,03 0,10
60
80 0,05 0,15
100
130 0,05 0,20

. Dla wszystkich plytek, w strefie obrzeza o szerokosci 2 mm, wzdhiz krawedzi powierzchni

pomiarowych, odchylenia od ptaskosci w glab materialu moga by¢ wigksze od wartosci podanych
w tablicy.

Warunki wtasciwego stosowania

Plytke nalezy chroni¢ przed zarysowaniem lub innego rodzaju uszkodzeniami.

. Przed uzyciem nalezy przemy¢ plaskie powierzchnie plytki odpowiednim rozpuszczalnikiem,

np. spirytusem.

. Plytka powinna by¢ przechowywana w specjalnym futerale.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej plytki, zgloszonej do uwierzytelnienia na wniosek zaintere-
sowanego, jest $wiadectwo uwierzytelnienia.

Termin, do ktérego plytki zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzone do obrotu lub uzytkowania,
okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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ZARZADZENIE NR 170
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 14 grudnia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania plaskich plytek interferencyjnych

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza sig instrukcje sprawdzania plaskich plytek interferencyjnych, zwanych dalej ,,ptytkami”,
stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okre$la metody sprawdzania zgodnosci wiasciwosci plaskich plytek
interferencyjnych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o plaskich ptytkach interferencyjnych,
wprowadzonych zarzadzeniem nr 169 Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.
Urz. Miar i Probiernictwa Nr 30, poz. 166 ), zwanych dalej ,,przepisami o plytkach”.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gtéwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalycznik do zarzadzenia nr 170
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 14 grudnia 1995 r. (poz. 167)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA PLASKICH PLYTEK
INTERFERENCYJNYCH

Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania

§ 1. Do sprawdzania ptytek stosuje si¢:
1) ptaska plytke interferencyjna kontrolng o srednicy co najmniej réwnej $rednicy plytki
sprawdzane;j,
2) katomierz uniwersalny lub optyczny,
3) suwmiarke o zakresie pomiarowym 140 mm,
4)  mikroskop pomiarowy, np. maly mikroskop warsztatowy,
5) mikrointerferometr.

Warunki sprawdzania
§ 2.1. Plytki powinny by¢ sprawdzane w temperaturze (20 = 3) °C.

2. Plytki oraz przyrzady pomiarowe stosowane do ich sprawdzania powinny si¢ znajdowac
w temperaturze (20 % 3) °C przez co najmniej 3 godziny przed rozpoczgciem sprawdzania.

3. Przed sprawdzaniem plaskie powierzchnie plytek nalezy przemy¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem,
np. spirytusem.
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Przebieg sprawdzania
§ 3. Sprawdzanie plytek obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie konstrukcji i wykonania,
3) wyznaczenie odchylenia od ptaskosci powierzchni pomiarowych plytek.
Ogledziny zewnetrzne
§ 4. Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié, czy:
1) ptaskie powierzchnie plytki nie maja otwartych pecherzy, wyszczerbien, rys i innych wad
utrudniajacych obserwacje obrazu interferencyjnego,
2) pecherze i smugi w materiale plytki nie utrudniaja obserwacji i nie znieksztalcaja obrazu
interferencyjnego,
3) krawedzie plytki nie sg ostre,
4) oznaczenia na plytce wykonane sa zgodnie z wymaganiami §10 przepiséw o ptytkach.
Sprawdzanie konstrukcji i wykonania
§ 5. Srednicg i grubo$é plytki sprawdza sig za pomoca suwmiarki.
§ 6. Kat migdzy plaskimi powierzchniami plytki oraz kat skosu sprawdza si¢ za pomoca katomierza
uniwersalnego lub optycznego.
§ 7. W plytkach ze skosem nalezy sprawdzi¢ za pomoca mikroskopu pomiarowego:
1) szeroko$¢ kresek,
2) odchylenie od rownoleglosci kreski réwnoleglej do krawedzi skosu,
3) odlegtos¢ kreski od krawedzi skosu,
4) odchylenie od prostopadtosci kresek.
§ 8. Chropowato$¢ plaskiej powierzchni pomiarowej i niepomiarowej ptytki sprawdza sie za pomoca
mikrointerferometru.
§ 9. Odchylenie od ptaskosci p powierzchni niepomiarowej plytki jednostronnej i plytki ze skosem
nalezy wyznaczy¢ za pomocg plytki kontrolnej w nastepujacy sposob:
1) utworzy¢ klin powietrzny o kacie o miedzy powierzchnia pomiarowa plytki kontrolnej
a niepomiarowa ptytki sprawdzanej tak, aby powstat obraz prazkéw interferencyjnych,
2) jezeli prazki interferencyjne tworza linie:

a) otwarte - wyznaczy¢ liczbe m okre$lajaca maksymalne odchylenie prazkéw interferen-
cyjnych od prostoliniowosci, przyjmujac za jednostke tego odchylenia odlegtos¢ migdzy
sasiednimi prazkami,

b) zamknigte - wyznaczy¢ najmniejsza liczbe m prazkow interferencyjnych,

3) obliczy¢ odchylenie od ptaskosci powierzchni niepomiarowej ptytki wedlug wzoru:
p=m- A2,

gdzie 4 - dlugos¢ fali $wiatla stosowanego do uzyskania interferencji; dla $wiatla biatego

przyjmuje si¢ A= 0,6 pm.
§10.  Podczas uwierzytelniania czynnosci opisane w § 5 - 8 moga by¢ pominiete.
Wyznaczanie odchylenia od ptaskosci p powierzchni pomiarowych plytek
§11.1. Odchylenie od plaskosci p powierzchni pomiarowych nalezy wyznaczyé metoda wzajemnego
sprawdzania trzech ptytek X, Y i Z, wyznaczajac dla kazdej z nich odchylenie od plaskosci.
2. Sprawdzane plytki powinny mie¢ jednakowa $rednice.
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§12.

3. W celu wyznaczenia odchylenia od plaskosci p powierzchni pomiarowych pytek nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

utworzy¢ kombinacje par: XiY,YiZ,ZiX,

utworzy¢ klin powietrzny o kacie o miedzy powierzchniami pomiarowymi kazdej z par plytek,
tak aby powstat obraz prazkéw interferencyijnych,

odczekaé, az obraz prazkéw interferencyjnych ustabilizuje si¢, w celu uniknigcia bledéw
spowodowanych deformacja powierzchni pomiarowych na skutek nagrzania si¢ sprawdzanych
plytek,

dla kazdej kombinacji par plytek wyznaczy¢ liczby x, y i z, okreslajace maksymalne odchylenie
prazkéw interferencyjnych od prostoliniowosci, przyjmujac za jednostkg¢ tego odchylenia
odlegtos¢ migdzy sasiednimi prazkami; btad odczytu nie powinien przekraczaé 0,1 odleglosci
migdzy prazkami,

obliczy¢ odchylenia od ptaskosci py, py, p, sprawdzanych powierzchni pomiarowych ptytek
X, Y i Z wedtug wzorow:

px=(x-y+2)-1/4,

pYz(x+y_Z)'/1/4a

pr=(=x+y+2)-1/4.

Przyktad

Sposob wyznaczania liczb x, y i z okreslajacych maksymalne odchylenia prazkéw interferencyjnych
od prostolinjowosci dla kombinacji par plytek X, Y i Z, przedstawiono na rysunku:

[

y=+08 z=-03

Punkt zetknigcia Punkt zetkniecia Punkt zetkniecia

Przy stosowaniu do obserwacji swiatla bialego, otrzymuje si¢ odchylenia:

px==024pm,

py=+0,09 pm,

p;=+0,15pm.

Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowej plytki X wynosi 0,24 pm w kierunku wklestosci, odchylenie od

plaskosci powierzchni pomiarowej plytki Y wynosi 0,09 um w kierunku wypuklosci i odchylenie od ptaskosci
powierzchni pomiarowej plytki Z wynosi 0,15 pum w kierunku wypuktosci.

Klasg doktadnosci plytki okresla si¢ na podstawie wartosci odchylenia od plaskosci jej powierzchni
pomiarowych, przyjmujac za wynik ostateczny nizsza klase dokladnosci zgodnie z wymaganiami
§ 11 ust. 1 przepiséw o ptytkach.
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Dokumentowanie wynikow sprawdzania

§ 13. Wyniki sprawdzenia ptytki nalezy odnotowa¢ w zapisce sprawdzania. Zapiska sprawdzania powinna
zawieraé co najmniej:
1) numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) numer identyfikacyjny plytki,
4) odchylenia od plaskosci powierzchni pomiarowych plytki,
5) klasg dokladnosci plytki,
6) date sprawdzenia,
7) nazwisko sprawdzajacego.

168

ZARZADZENIE NR 171
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 14 grudnia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséow metrologicznych
o plaskoréwnoleglych plytkach interferencyjnych

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o plaskoréwnoleglych plytkach interferencyjnych,
stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé ptaskoréwnolegle plytki
interferencyjne podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz
okresy wazno$ci dowodéw kontroli metrologiczne;j.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalgcznik do zarzadzenia nr 171
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
z dnia 14 grudnia 1995 r. (poz. 168)

PRZEPISY METROLOGICZNE O PLASKOROWNOLEGLYCH
PLYTKACH INTERFERENCYJNYCH

Postanowienia ogélne

§ 1. Przepisy dotycza plaskoréwnolegtych plytek interferencyjnych, zwanych dalej ,plytkami”,
stosowanych do sprawdzania plaskosci i réwnoleglosci powierzchni pomiarowych mikrometréw,
transametréw i innych przyrzadoéw pomiarowych z plaskimi powierzchniami pomiarowymi.



poz. 168

DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA Nr 30/95 964

§ 2.1.

§ 3.

§ 4.1.

Material, konstrukcja i wykonanie

Plytki powinny by¢é wykonane ze szkla optycznego, kwarcu topionego, kwarcu naturalnego lub
innego podobnego materiatu.

Materiat, z ktérego wykonane sa plytki, powinien zapewnia¢ mozliwie najmniejsza zmiennosé
wymiaréw i ksztattu w czasie.

W materiale plytki dopuszcza si¢ pecherze i smugi, o ile nie utrudniaja obserwacji i nie
znieksztalcaja obrazu prazkéw interferencyjnych.

Przyklad plytki przedstawiono na rysunku:

Powierzchnie pomiarowe

Y

-~ Powierzchnia

L walcowa

Komplet plytek jest to zbiér czterech plytek rézniacych si¢ migdzy soba dugoscia nominalna.

2. Plytki wchodzace w skiad kompletu powinny mie¢ wymiary nominalne podane w tablicy:

§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.1.

Dlugoéé L Srednica d
mm mm
15,00 15,12 15,25 15,37 30
40,00 40,12 40,25 40,37 30
65,00 65,12 65,25 65,37 40

Dopuszcza si¢ komplety plytek o innych diugo$ciach nominalnych L, przy czym dtugosci nominalne
powinny sig rézni¢ miedzy soba o 1/4 skoku gwintu w mikrometrze, ktéry ma by¢ sprawdzany tymi
plytkami.

Odchylenie $rednicy d plytki od wartosci nominalnej nie powinno przekracza¢ + 1 mm; spelnienie
tego wymagania sprawdza si¢ przy zatwierdzaniu typu.

Odchylenie prostopadtosci powierzchni walcowej plytki wzgledem jej powierzchni pomiarowych
nie powinno przekraczaé =+ 1°; spetnienie tego wymagania sprawdza si¢ przy zatwierdzaniu typu.

Chropowato$é powierzchni pomiarowych plytki okreslana wedhig parametru R, nie powinna
przekraczaé 0,05 jLm; spelnienie tego wymagania sprawdza si¢ przy zatwierdzaniu typu.
Powierzchnie pomiarowe ptytki:

1) powinny by¢ polerowane,

2) nie powinny mieé wyszczerbiefi, rys i innych wad utrudniajacych obserwacje obrazu
interferencyjnego oraz mogacych uszkodzi¢ powierzchnig sprawdzanych przedmiotow.

Na powierzchni bocznej plytki mozna wykona¢ $cigcie o szerokoéci 6 mm do naniesienia oznaczen.

Krawedzie plytki powinny byé Scigte réwnomiernie pod katem 45°. Wymiary $ci¢¢ nie powinny
przekracza¢ 1 mm.
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§ 9.

§10.1.

§11.1.

§12.

§13.1.

§14.1.

Oznaczenia

Na powierzchni walcowej ptytki powinny by¢ wykonane trwale oznaczenia:
1) dlugos¢ nominalna,

2) numer identyfikacyjny,

3) nazwa lub znak wytworcy,

4) nadany znak zatwierdzenia typu.

Charakterystyki metrologiczne
Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych plytki nie powinno przekraczaé 0,15 um.

Na obrzezu plytki o szerokosci 1 mm powierzchnia pomiarowa moze wykazywaé odchylenie od
plaskosci w glab materiatu, przekraczajac granice podang w pkt 1.

Odchylenie od rownolegloséci powierzchni pomiarowych plytki nie powinno przekracza¢ 0,6 pm.
Na obrzezu plytki o szerokosci 1 mm odchylenia od réwnoleglosci nie okresla sig.

Odchylenie dtugosci plytki od jej dtugosci nominalnej L w geometrycznym $rodku powierzchni
pomiarowej nie powinno przekracza¢ + 0,01 mm.

Warunki wtasciwego stosowania

Plytki nalezy chroni¢ przed zarysowaniem lub innego rodzaju uszkodzeniem.

. Przechowywane plytki powinny by¢ czyste, przemyte w alkoholu i wytarte do sucha $ciereczka

irchowa.

Komplet plytek nalezy przechowywaé w sztywnym pudetku zawierajacym oddzielne gniazda dla
kazdej plytki.
Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej plytek, zgloszonych do uwierzytelnienia na wniosek
zainteresowanego, jest Swiadectwo uwierzytelnienia.

2. Termin, do ktérego plytki zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzone do obrotu lub uzytkowania,

okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

169

ZARZADZENIE NR 172
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 14 grudnia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania plaskoréwnoleglych
plytek interferencyjnych

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:
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§ 1. Wprowadza sig instrukcje sprawdzania ptaskoréwnolegtych plytek interferencyjnych, zwanych dalej
,»plytkami”, stanowiaca zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okre§la metody sprawdzania zgodnosci wilasciwosci plaskoréwnoleglych
plytek interferencyjnych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o ptaskoré6wnolegtych plytkach
interferencyjnych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 171 Prezesa Giéwnego Urzedu Miar z dnia
14 grudnia 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 30, poz. 168), zwanych dalej ,,przepisami

o plytkach”.
§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalgcznik do zarzadzenia nr 172
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 14 grudnia 1995 r. (poz. 169)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA PELASKOROWNOLEGLYCH
PLYTEK INTERFERENCYJNYCH

Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania

§ 1. Do sprawdzania plytek potrzebne sa:

1) pflaska plytka interferencyjna klasy doktadnosci 1 o Srednicy 60 mm,

2) komplet ptytek wzorcowych klasy dokladnosci 2,

3) czujnik z dzialka elementarna o wartosci co najwyzej 0,2 pm lub dlugosciomierz pionowy,
4) suwmiarka,

5) katomierz uniwersalny lub optyczny,

6) mikrointerferometr.

Warunki sprawdzania
§ 2.1. Plytki powinny byé sprawdzane w temperaturze (20 + 3) °C.

2. Plytki oraz przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania powinny znajdowac¢ si¢ w temperaturze
(20 % 3) °C co najmniej przez 3 godziny przed rozpocz¢ciem sprawdzania.

3. Przed sprawdzaniam powierzchnie pomiarowe plytek nalezy starannie przemyé w spirytusie
i przetrze¢ Sciereczka irchowa.

Przebieg sprawdzania
§ 3. Sprawdzanie plytek obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie konstrukcji i wykonania,
3) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.

Ogledziny zewnetrzne

§ 4. Podczas ogledzin zewng¢trznych nalezy sprawdzic:

1) czy pod wzgledem materialu i konstrukcji plytki odpowiadaja wymaganiom przepiséw
o plytkach,

2) poprawno$é oznaczen.
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Sprawdzanie konstrukcji i wykonania
§ 5. Odchylenie od prostopadiosci powierzchni walcowej plytki wzgledem jej powierzchni pomiarowych
nalezy sprawdzi¢ za pomoca katomierza uniwersalnego lub optycznego.
§ 6. Odchylenie srednicy plytki od jej srednicy nominalnej nalezy sprawdzi¢ za pomoca suwmiarki.
§ 7. Chropowato$é powierzchni pomiarowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca mikrointerferometru.
Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych
Sprawdzanie odchylenia od ptasko$ci powierzchni pomiarowych
§ 8.1. Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych plytki nalezy sprawdzi¢ za pomoca plaskiej

ptytki interferencyjnej; w tym celu nalezy:

1) plaska ptytke interferencyjna potozyé powierzchnia pomiarowa na sprawdzanej powierzchni
tak, aby powstaly prazki interferencyjne,

2) okresli¢ odchylenie a od prostoliniowosci prazkéw interferencyjnych albo liczbe prazkow, jak
przedstawiono na rysunku:

b
4

! 3
2

|

|

I

a=—1;— a=4

2. Odchylenie od plaskosci AP oblicza si¢ wedlug wzoru:

§ 9.1

AP=a-L,
2

gdzie A - dhigoé¢ fali $wiatla stosowanego do uzyskania interferencji (dla swiatla bialego
przyjmuje si¢ A = 0,6 pm).

Sprawdzanie odchylenia od réwnolegto$ci powierzchni pomiarowych

Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych plytki nalezy sprawdzi¢ za pomoca
czujnika; w tym celu nalezy:

1) polozy¢ sprawdzang plytke na stoliku pomiarowym czujnika,

2) doprowadzi¢ do zetknigcia koncéwki pomiarowej czujnika z powierzchnia ptytki,

3) odczyta wskazanie czujnika.

Wskazania czujnika nalezy odczytaé w co najmniej czterech punktach réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni plytki w odlegtosci 2 mm od jej krawedzi.

Jako odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych sprawdzanej plytki przyjmuje sig
réznice miedzy najwiekszym i najmniejszym wskazaniem czujnika.
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Sprawdzanie odchylenia dtugosci plytki

§10.1. Odchylenie dtugosci ptytki od jej dlugosci nominalnej nalezy sprawdzi¢ metoda poréwnawcza za

§11.

pomoca czujnika i plytek wzorcowych.

. Odchylenie dtugosci ptytki mozna réwniez sprawdzi¢ za pomoca dlugosciomierza pionowego.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania

Wyniki sprawdzenia kompletu plytek nalezy odnotowal w zapisce sprawdzania. Zapiska
sprawdzania powinna zawiera¢ co najmnie;j:

1) numer zgloszenia,

2) dane identyfikujace zglaszajacego,

3) nazwe i numer identyfikacyjny kompletu plytek,
4) wyniki sprawdzenia,

5) nazwisko sprawdzajacego,

6) date sprawdzenia.

Redakcja: Biuro Prawne Gtéwnego Urzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2.
Druk, prenumerata i kolportaz: Wydawnictwa Normalizacyjne ,,ALFA” — . WERO” Sp. z 0.0.
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 22
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzedowego mozna nabywaé

w Centralnej Ksiggarni Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 620 70 23

Tloczono z polecenia Prezesa Gléwnego Urzedu Miar

cena: 3 zt 36 gr (33 600 zl)



